Materials Science

Strukturcharakterisierung

RONTGENDIFFRAKTOMETRIE

RONTGENFEINSTRUKTURUNTERSUCHUNGEN:

- Phasenbestimmung

- Hochtemperatur-Phasenentwicklung
- Bestimmung von Eigenspannungen
- Bestimmung von Polfiguren

- Probengréfe:
min 5x5x0,5 mm - max 35x35x15 mm
- Pulver
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RONTGENREFLEKTOMETRIE - XRR
Charakterisierung von komplexen Multilagensystemen - QUANTITATIVE PHASENANLYSE
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Vo_raussetzung: nicht nur zur Strukturanalyse
spiegelglatte Probe sondern auch zur Quantifizierung von
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Voraussetzung: die Art der Phasen
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